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一般的にデバイスの過剰な発熱の抑制はその性能の向上につながるとされており、私たちが

作製しているテラヘルツ波発振素子も同様と考えられる。発振素子は高温超伝導体

Bi2Sr2CuCa2O8+δを微細加工により作製し、結晶の c 軸方向に電圧を印加することでテラヘルツ

波の発振が得られる[1]。これまで素子の発熱は低温走査レーザー顕微鏡や SiCや Euを塗布して

フォトルミネッセンス発光を観察することで確認され、素子の局所的な発熱が発振特性に影響

を与えることが明らかになってきた[2,3]。 

このような発熱情報をより簡便に得るために、今回我々は CCD カメラを用いたサーモリフレ

クタンス法での発熱の測定を試みた。サーモリフレクタンス法は、物質の反射率の温度依存性

を利用することで対象物の温度を測定する手法である[4]。CCD カメラと被測定物の温度変化を

同期させることで、素子に加工を施すことなく２次元的な温度変化の様子の時間変化の測定が

可能になる。そのため我々が作製している素子の発熱の測定がより簡便に行う事が出来る。 

素子の表面に金が蒸着されており、この金の

反射率の温度依存性を利用して、素子の２次元

的な温度依存を測定する。Fig.1 に測定系の概略

図を示す。２台のファンクションジェネレータ

ーを同期させ、１つは Sampleへのバイアス、も

う１つは顕微鏡に付けたCCDカメラのシャッタ

ートリガーに使用している。当日はこの測定系

を用いた、データ等について紹介する。 
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Fig. 1: Schematic picture of a 

thermoreflectance microscopy 

setup for our samples. 
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